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Gdansk, 27.09.2011r.

Politechnika Gdanska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Informacja o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia

ZP/259/050/D/11

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego, prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie: ,,Dostawa zestawu mikroskopow dydaktycznych w ramach Projektu
» Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiajacy: Politechnika Gdanska informuje,
ze dokonatl zmiany tresci w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia. SIWZ ulega zmianom
W nastepujacym zakresie:

. Rozdzial I1. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przed zmiana: 1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich
wad, bez wczesniejsze] eksploatacji 1 nie bgdacych przedmiotem praw osob trzecich czterech
mikroskopow: trzy mikroskopy AFM i jeden mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami
zwanym dalej ,,Zestawem”. Realizacja odbywa si¢ w ramach projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiot zamdéwienia bedzie stuzyl jako narzgdzie dydaktyczne. W sktad zestawu wchodza cztery
mikroskopy. Dwa z nich powinny spetnia¢ parametry i wlasciwos$ci przedstawione w zataczniku nr 7
pkt. 1 a) do SIWZ , trzeci mikroskop powinien spelnia¢ minimalne parametry i wlasciwosci
przedstawione w zatgczniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spetnia¢ minimalne
parametry i wlasciwosci przedstawione w zatgczniku nr 7 pkt. 1 ¢) do SIWZ.

2. W sktad zestawu powinny znalez¢ si¢ rowniez kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego

- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu

- 2 probki wzorcowe

- 3 stoliki pasywne antywibracyjne

- 1 stolik aktywny antywibracyjny

- komputer przenosny dla prowadzacego zajecia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na
dostarczanych mikroskopach.

3. W sktad przedmiotu zamoéwienia wchodzi takze doposazenie zestawu zwane dalej ,,doposazeniem”,
0 parametry i wlasciwosci opisane w zatgczniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwszg kategori¢ stanowia
funkcje i konstrukcja mikroskopow AFM, ktore znaczaco ulatwiaja prace w warunkach
dydaktycznych. Drugg kategorig sa dodatkowe funkcje pomiarowe mikroskopéw AFM . Trzecia
kategorig jest doposazenie mikroskopu STM.

Zamawiajacy dopuszcza doposazenie o wszystkie badz wybrane przez Wykonawce elementy.
Doposazenie jest drugim obok ,,CENY” kryterium oceny ofert — ,Kryterium Przedmiotowe” —
szczegbtowa punktacja zawarta jest w rozdziale XII. SIWZ ,Kryteria oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty”. Wykonawca moze uzyska¢ dodatkowo maksymalnie 60 pkt. jezeli oferta
zapewni, ze w sktad zestawu w przynajmniej jednym mikroskopie znajdzie si¢ dodatkowy sprzet,
parametr, funkcja.

Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaniskiej” wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartos¢ dofinansowania — 64 680 000 zt.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00



UNIA EUROPEJSKA Ll N
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO T

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* %

Uwaga! Doposazenie mikroskopow AFM nie musi znalez¢ si¢ w jednym mikroskopie. Zamawiajacy
dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzetu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, ze sposéob
konfiguracji gwarantuje prawidlowa prace. Doposazenie musi by¢ kompatybilne z mikroskopami
spetniajagcymi minimalne parametry przedstawione w zataczniku 7 pkt 1 a), b) i ¢) do SIWZ. W sktad
kazdego mikroskopu wchodzi rowniez kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem
zapewniajagcym sterowanie praca mikroskopu, opracowanie i prezentacj¢ danych pomiarowych.
Szczegdly odnosnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy bedacym
zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odby¢ si¢ w miejsce wskazane w Specyfikacji w rdz. III pkt 2 SIWZ, wraz z instancja
i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowang w momencie podpisania protokotu odbioru — zatacznik nr 6
do SIWZ bez zastrzezen przez przedstawiciela Wykonawcy i1 Zamawiajagcego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci dostarczanego zestawu Zamawiajacy odmowi odbioru. W przypadku
zaistnienia wyzej wymienionej sytuacji naliczone zostana odsetki karne — Szczegotowe informacje
dotyczace warunkoéw odbioru i szkolenia zawarte sag we wzorze umowy bedacym zatgcznikiem nr 5 do
SIWZ.

Po zmianie: 1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich
wad, bez wczesniejszej eksploatacji 1 nie bgdacych przedmiotem praw osob trzecich czterech
mikroskopow: trzy mikroskopy AFM i jeden mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami
zwanym dalej ,,Zestawem”. Realizacja odbywa si¢ w ramach projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej.

Przedmiot zaméwienia bedzie stuzyl jako narzgdzie dydaktyczne. W sktad zestawu wchodza cztery
mikroskopy. Dwa z nich powinny spelnia¢ parametry i wlasciwosci przedstawione w zataczniku nr 7
pkt. 1 a) do SIWZ , trzeci mikroskop powinien spetnia¢ minimalne parametry i wlasciwosci
przedstawione w zatgczniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spetnia¢ minimalne
parametry i wlasciwos$ci przedstawione w zatgczniku nr 7 pkt. 1 ¢) do SIWZ.

2. W skiad zestawu powinny znalez¢ sie rowniez kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego

- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu

- 2 probki wzorcowe

- 3 stoliki pasywne antywibracyjne

- 1 stolik aktywny antywibracyjny

- komputer przenosny dla prowadzacego zajecia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na
dostarczanych mikroskopach.

3. W sktad przedmiotu zaméwienia wchodzi takze doposazenie zestawu zwane dalej ,,doposazeniem”,
0 parametry i witasciwosci opisane w zataczniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwsza kategori¢ stanowia
funkcje 1 konstrukcja mikroskopow AFM, ktore znaczaco ulatwiaja pracg w warunkach
dydaktycznych. Drugg kategorig sa dodatkowe funkcje pomiarowe mikroskopéw AFM . Trzecia
kategoria jest doposazenie mikroskopu STM.

Zamawiajacy dopuszcza doposazenie o wszystkie badz wybrane przez Wykonawce elementy.
Doposazenie jest drugim obok ,,CENY” kryterium oceny ofert — ,,Kryterium Przedmiotowe” —
szczegbtowa punktacja zawarta jest w rozdziale XII. SIWZ ,Kryteria oceny ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty”. Wykonawca moze uzyska¢ dodatkowo maksymalnie 60 pkt. jezeli oferta
zapewni, ze w sktad zestawu w przynajmniej jednym mikroskopie znajda dodatkowe wymienione
funkcje (z wytaczeniem ,,Konstrukcja mikroskopow AFM umozliwiajgca wymiane sondy skanujgcej
bez koniecznosci justowania uktadu lasera (detekcyjna belka)” ten parametr powinien znalez¢ si¢ we
wszystkich mikroskopach AFM).

Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaniskiej” wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartos¢ dofinansowania — 64 680 000 zt.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
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Uwaga! Doposazenie mikroskopow AFM nie musi znalez¢ si¢ w jednym mikroskopie. Zamawiajacy
dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzetu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, ze sposob
konfiguracji gwarantuje prawidtowg prace. Doposazenie musi by¢ kompatybilne z mikroskopami
spetniajacymi minimalne parametry przedstawione w zalaczniku 7 pkt 1 a), b) i ¢) do SIWZ. W sktad
kazdego mikroskopu wchodzi rowniez kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem
zapewniajagcym sterowanie pracg mikroskopu, opracowanie i prezentacj¢ danych pomiarowych.
Szczegdly odnosnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy bedacym
zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odby¢ si¢ w miejsce wskazane w Specyfikacji w rdz. III pkt 2 SIWZ, wraz z instancja
i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowana w momencie podpisania protokotu odbioru — zalacznik nr 6
do SIWZ bez zastrzezen przez przedstawiciela Wykonawcy i1 Zamawiajagcego. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci dostarczanego zestawu Zamawiajagcy odmowi odbioru. W przypadku
zaistnienia wyzej wymienionej sytuacji naliczone zostana odsetki karne — szczegotowe informacje
dotyczace warunkoéw odbioru i szkolenia zawarte sag we wzorze umowy bedacym zatgcznikiem nr 5 do
SIWZ.

Nie dopuszcza si¢ ofert czg$ciowych.

Nie dopuszcza si¢ ofert wariantowych.

I1. Rozdzial 1IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

Przed zmiang: posiadania wiedzy i do§wiadczenia

Zamawiajagcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze zrealizowat
nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie dostawy w sktad, ktorych znalazty sie
przynajmniej cztery mikroskopy. Laczna warto$¢ wskazywanych mikroskopéw nie moze by¢
mniejsza niz 600 000,00 zt brutto.

W przypadku gdyby Wykonawca wykazat warto$¢ w innej walucie niz PLN. Zamawiajacy w
celu przeliczenia podanych kwot przyjmie S$redni kurs NBP z miesigca wykonania
wskazywanej dostawy.

Po zmianie: posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze zrealizowat
nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie dostawy (maksymalnie cztery,
minimalnie jedna dostawa) w skilad, ktorych znalazty si¢ cztery mikroskopy. taczna wartos¢
wskazywanych mikroskopéw nie moze by¢ mniejsza niz 550 000,00 zt brutto. W przypadku
gdyby Wykonawca wykazal warto§¢ w innej walucie niz PLN. Zamawiajagcy w celu
przeliczenia podanych kwot przyjmie kurs NBP bioragc pod uwagg ,,Tabele srednich kursow
walut w roku” (dostepna na stronie www.nbp.pl) uwzgledniajac date wykonania wskazywane;j
dostawy.

I11. Rozdzial IX pkt. 23 SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERT
Przed zmiang: Ofert¢ nalezy zlozy¢é w dwodch (jedno w drugim) nieprzejrzystych,
zamknietych opakowaniach, uniemozliwiajacych odczytanie zawartosci bez ich uszkodzenia.

Zewngtrzne opakowanie winno by¢ zaadresowane:
Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaniskiej” wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartos¢ dofinansowania — 64 680 000 zt.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ *
ROZWOJU REGIONALNEGO T

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* %

Politechnika Gdanska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej
Centrum Wiedzy i Przedsi¢biorczoS$ci
Al. Zwyciestwa 27
80-219 Gdansk
i opisane:
»Dostawa mikroskopow dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej nr postepowania ZP/259/050/D/11
Nie otwieraé przed dniem 06.10.2011 godz. 10:30

Po zmianie: Oferte nalezy ztozy¢ w dwoéch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamknietych
opakowaniach, uniemozliwiajagcych odczytanie zawartosci bez ich uszkodzenia. Zewngtrzne
opakowanie winno by¢ zaadresowane:

Politechnika Gdanska
Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej
Centrum Wiedzy i Przedsi¢biorczoS$ci
Al. Zwyciestwa 27
80-233 Gdansk
i opisane:
»Dostawa mikroskopow dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdanskiej nr postepowania ZP/259/050/D/11
Nie otwiera¢ przed dniem 20.10.2011 godz. 10:30

IV. Rozdzial X. MIEJSCE, TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 4 i pkt .6

Przed zmiang:

4. Skladanie ofert: Termin sktadania ofert uptywa w dniu 06.10.2011 o godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert: nastapi w dniu 06.10.2011 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajgcego:
Politechnika Gdanska, Budynek Wiedzy i Przedsigbiorczo$ci, Biuro Projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej, Al. Zwyciestwa 27, 80-219 Gdansk, pokoj nr 11

Po zmianie:

4. Skladanie ofert: Termin sktadania ofert uptywa w dniu 20.10.2011 o godz. 10:00.

6. Otwarcie ofert: nastapi w dniu 20.10.2011 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego:
Politechnika Gdanska, Budynek Wiedzy i Przedsiebiorczos$ci, , pokdj nr 11, Biuro Projektu Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej, Al. Zwyciestwa 27, 80-233 Gdansk.

V. Rozdzial XII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY pkt. 3. 2) Kryterium przedmiotowe

Przed zmiana: Kryterium przedmiotowe — maksymalnie 60 punktow. Oferta uzyska odpowiednia
ilos¢ pkt, jezeli bedzie wynikato, ze w sktad zestawu znajdzie si¢ dodatkowo nastepujace elementy:

a) Funkcja - Wykonywania litografii z importowanych plikow graficznych (BMP, JPEG, GIF)
i grafiki sektorowej w przynajmniej jednym mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaniskiej” wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartos¢ dofinansowania — 64 680 000 zt.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
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b) Funkcja - Wykonywania pomiarow Mikroskopii sit magnetycznych w przynajmniej jednym
mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

c) Funkcja - Wykonywania pomiaréw sit elektrostatycznych w przynajmniej jednym mikroskopie
AFM - oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

d) Funkcja - Wykonywania pomiarow mikroskopii rozptywu rezystancji w przynajmniej jednym
mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

e) Konstrukcja glowicy umozliwiajaca pomiar probek bez ograniczania ich rozmiaru i wagi
w przynajmniej jednym mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

f) Gtowica mikroskopu STM do pomiaru matych pradow tunelowych o zakresie pomiarowym
minimum od 0,02nA do 15nA — oferta otrzyma dodatkowo 15pkt.

g) Stolik mikrometryczny o przesuwie wickszym od 10 mm x 10 mm w przynajmniej jednym
mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

Po zmianie: Kryterium przedmiotowe — maksymalnie 60 punktéw. Oferta uzyska odpowiednig ilo$¢

pkt, jezeli bedzie wynikalo, ze w sklad zestawu znajda si¢ dodatkowo nastepujace elementy:

a) Funkcja - Wykonywania pomiarow Mikroskopii sit magnetycznych w przynajmniej jednym
mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

b) Konstrukcja glowicy umozliwiajagca pomiar probek bez ograniczania ich rozmiaru i wagi
w przynajmniej jednym mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

¢) Konstrukcja mikroskopéw AFM umozliwiajaca wymiane sondy skanujgcej bez koniecznosci
justowania uktadu lasera (detekcyjna belka)— oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

d) Glowica mikroskopu STM do pomiaru matych pradow tunelowych o zakresie pomiarowym
minimum od 0,03nA do 15nA — oferta otrzyma dodatkowo 10 pkt.

e) Funkcja - Wykonywania litografii z importowanych plikow graficznych (BMP, JPEG, GIF)
i grafiki sektorowej w przynajmniej jednym mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

f) Funkcja - Wykonywania pomiarow sit elektrostatycznych w przynajmniej jednym mikroskopie
AFM - oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

g) Funkcja - Wykonywania pomiaré6w mikroskopii rozptywu rezystancji w przynajmniej jednym
mikroskopie AFM — oferta otrzyma dodatkowo 5 pkt.

h) Stolik mikrometryczny o przesuwie co najmniej od 10 mm x 10 mm — oferta otrzyma dodatkowo 5
pkt.

VI. Zalacznik nr 7 do SIWZ pkt. 1 a), pkt 1 b) oraz pkt. 2.

Przed zmiang:
Pkt. 1 a) Mikroskopy AFM  szt.2

1) Detekcja ugigcia sondy wiazka lasera.

2) Mikroskopia sit atomowych w trybie statycznym i z rezonansowo drgajaca belka.

3) Zakres skanowania w kierunku XY: co najmniej 70 um x 70 um

4) Zakres skanowania w kierunku Z: co najmniej 10 um

5) Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki wyposazony w cyfrowa kamerg
CCD. Uktad powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wySwietlania obrazu na monitorze
komputera sterujagcego mikroskopem.

Projekt ,,Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdaniskiej” wspoétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
Wartos¢ dofinansowania — 64 680 000 zt.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00
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6) Konstrukcja mikroskopéw umozliwiajgca wymiang sondy skanujacej bez
koniecznos$ci justowania uktadu lasera (detekcyjna belka)

7) W skiad kazdego mikroskopu powinien znalez¢ si¢ rowniez zataczony i kompatybilny
komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem. Oprogramowanie stuzace
do sterowania praca mikroskopu. Zapewniajace obrobke, opracowanie i prezentacje
danych pomiarowych.

8) UWAGA! Ze wzgledu na docelowe przeznaczenie mikroskopéw jako materiaty
dydaktyczne, Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie pracowato pod
najpowszechniej znanym systemem - Windows. Szczegétowe wymagania odno$nie
oprogramowania, licencji zawarte sg we wzorze Umowy — zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Pkt. 1 b) Mikroskop AFM  szt.1

1) Detekcja ugiecia sondy wiagzkg lasera.

2) Mikroskopia sit atomowych w trybie statycznym i z rezonansowo drgajacg belka.

3) Zakres skanowania w kierunku XY: maksymalnie 10 um x 10 um.

4) Zakres skanowania w kierunku Z: maksymalnie 5 um.

5) Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki wyposazony w cyfrowa kamerg
CCD. Uktad powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazu na monitorze
komputera sterujacego mikroskopem.

9) Konstrukcja mikroskopéw umozliwiajagca wymiang sondy skanujacej bez
koniecznosci justowania uktadu lasera (detekcyjna belka)

6) W sklad mikroskopu powinien znalez¢ si¢ rowniez zalaczony i kompatybilny
komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem.

7) Oprogramowanie stuzagce do sterowania pracg mikroskopu. Zapewniajgce obrobke,
opracowanie i prezentacj¢ danych pomiarowych.

8) UWAGA! Ze wzgledu na docelowe przeznaczenie mikroskopéw jako materiaty
dydaktyczne, Zamawiajagcy wymaga aby oprogramowanie pracowato pod
najpowszechniej znanym systemem - Windows. Szczegétowe wymagania odnos$nie
oprogramowania, licencji zawarte sa we wzorze Umowy — zatacznik nr 5 do SIWZ.

9) W sktad mikroskopu powinna znalez¢ si¢ rOwniez laserowa ,kolorowa drukarka.

Pkt. 2. Oprocz minimalnych parametrow i wlasciwo$ci opisanych powyzej, Wykonawca moze
zaoferowac dostarczenie doposazenia. Oferta moze uzyska¢ dodatkowo maksymalnie 60 pkt.

Uwaga!

Doposazenie mikroskopow AFM nie musi znalez¢ si¢ w jednym mikroskopie. Zamawiajacy
dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzetu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, ze sposob
konfiguracji gwarantuje prawidtowg prace. Doposazenie musi by¢ kompatybilne z mikroskopami
spetniajagcymi minimalne parametry zaoferowane w zataczniku 8 pkt 1 a), b) i ¢) do SIWZ.

A. Doposazenie mikroskopow AFM (spetiajacych minimalne parametry), ktore bedzie
utatwiaé prace¢ dydaktyczng poprzez:
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Mozliwo$¢ wykonywania litografii z importowanych plikow graficznych (BMP, JPEG,
GIF) i grafiki wektorowej. — za zaoferowanie tej funkcji w zestawie oferta moze
uzyska¢ dodatkowo 5 pkt

Stolik mikrometryczny o przesuwie wigkszym od 10 mm x 10 mm — za zaoferowanie
takiego urzadzenia oferta moze uzyskac¢ dodatkowo 10 pkt

Konstrukcja glowicy umozliwiajaca pomiar probek bez ograniczenia ich rozmiaru
i wagi -za zaoferowanie takiego rozwigzania oferta moze uzyska¢ dodatkowo 10 pkt

Oraz doposazenie mikroskopow o nastepujace funkcje, mozliwosci pomiarowe:

4)

5)

6)

Mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw Mikroskopii sit magnetycznych, wraz z 60 sondami
do trybu MFM. — za zaoferowanie takiego pomiaru oferta moze uzyska¢ dodatkowo 10
pkt

Mozliwo$¢ dokonywania pomiarow sit elektrostatycznych, wraz z 30 sondami do trybu
EFM. — za zaoferowanie takiego pomiaru oferta moze uzyska¢ dodatkowo 5 pkt
Mozliwos¢  dokonywania pomiarow  mikroskopii rozptywu rezystancji. —
za zaoferowanie takiego pomiaru oferta moze uzyska¢ dodatkowo 5 pkt.

B. Doposazenie mikroskopu STM — o glowice mikroskopu do pomiaru matych pradow

tunelowych o zakresie pomiarowym minimum od 0,02nA do 15nA- za zaoferowanie
takiego rozwigzania oferta moze uzyska¢ dodatkowo 15 pkt

Po zmianie:
Pkt. 1 a) Mikroskopy AFM szt.2

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Detekcja ugiecia sondy wigzka lasera.

Mikroskopia sit atomowych w trybie statycznym i z rezonansowo drgajaca belka.
Zakres skanowania w kierunku XY: co najmniej 70 um x 70 um

Zakres skanowania w kierunku Z: co najmniej 10 um

Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki wyposazony w cyfrowg kamere
CCD. Uktad powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazu na monitorze
komputera sterujacego mikroskopem.

W sktad kazdego mikroskopu powinien znalez¢ si¢ rowniez zataczony i kompatybilny
komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem. Oprogramowanie stuzace
do sterowania pracg mikroskopu. Zapewniajgce obrobke, opracowanie i prezentacje
danych pomiarowych.

UWAGA! Ze wzgledu na docelowe przeznaczenie mikroskopéw jako materiaty
dydaktyczne, Zamawiajagcy wymaga aby oprogramowanie pracowato pod
najpowszechniej znanym systemem - Windows. Szczegétowe wymagania odno$nie
oprogramowania, licencji zawarte sag we wzorze Umowy — zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Pkt. 1 b) Mikroskop AFM  szt.1

1) Detekcja ugigcia sondy wiazka lasera.
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2) Mikroskopia sit atomowych w trybie statycznym i z rezonansowo drgajaca belka.

3) Zakres skanowania w kierunku XY: maksymalnie 10 um x 10 um.

4) Zakres skanowania w kierunku Z: maksymalnie 5 um.

5) Uktad obserwacji dzwigni AFM i powierzchni probki wyposazony w cyfrowa kamerg
CCD. Uktad powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ wyswietlania obrazu na monitorze
komputera sterujacego mikroskopem.

6) W sktad mikroskopu powinien znalezé si¢ rowniez zataczony i kompatybilny
komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem.

7) Oprogramowanie stuzace do sterowania pracg mikroskopu. Zapewniajace obrobke,
opracowanie i prezentacj¢ danych pomiarowych.

8) UWAGA! Ze wzgledu na docelowe przeznaczenie mikroskopoéw jako materialy
dydaktyczne, Zamawiajacy wymaga aby oprogramowanie pracowalo pod
najpowszechniej znanym systemem - Windows. Szczegétowe wymagania odno$nie
oprogramowania, licencji zawarte sg we wzorze Umowy — zatacznik nr 5 do SIWZ.

Pkt. 2. Oprocz minimalnych parametrow i wlasciwosci opisanych powyzej, Wykonawca moze
zaoferowa¢ dostarczenie doposazenia. Oferta moze uzyska¢ dodatkowo maksymalnie 60 pkt.

Uwaga!

Doposazenie mikroskopow AFM nie musi znalez¢ si¢ w jednym mikroskopie. Zamawiajacy
dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzetu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, Zze sposob
konfiguracji gwarantuje prawidtowa prace. Doposazenie musi by¢ kompatybilne z mikroskopami
spetniajgcymi minimalne parametry.

A. Doposazenie zestawu mikroskopow AFM (spetniajacych minimalne parametry), ktore
bedzie utatwiaé prace dydaktyczna:

1) Konstrukcja glowicy w przynajmniej jednym mikroskopie AFM umozliwiajaca pomiar
probek bez ograniczenia ich rozmiaru i wagi — za zaoferowanie takiego rozwigzania oferta
moze uzyska¢ dodatkowo 10 pkt.

2) Konstrukcja mikroskopow AFM umozliwiajaca wymiang sondy skanujacej bez
koniecznosci justowania uktadu lasera (detekcyjna belka) 10 pkt.

3) Stolik mikrometryczny o przesuwie co najmniej 10 mm x 10 mm — za zaoferowanie
takiego urzadzenia oferta moze uzyskac¢ dodatkowo 5 pkt

4) Mozliwos¢ wykonywania litografii z importowanych plikow graficznych (BMP, JPEG,
GIF) i grafiki wektorowej w przynajmniej jednym mikroskopie AFM. — za zaoferowanie
tej funkcji w zestawie oferta moze uzyskac¢ dodatkowo 5 pkt

Oraz doposazenie zestawu mikroskopow AFM o nastepujace funkcje, mozliwosci
pomiarowe w przynajmniej jednym mikroskopie:

1) Mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw Mikroskopii sit magnetycznych przez przynajmniej
jeden mikroskop AFM, wraz z 60 sondami do trybu MFM. — za zaoferowanie takiego
pomiaru oferta moze uzyska¢ dodatkowo 10 pkt
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2) Mozliwo$¢ dokonywania pomiardow sit elektrostatycznych przez przynajmniej jeden
mikroskop AFM, wraz z 30 sondami do trybu EFM. — za zaoferowanie takiego pomiaru
oferta moze uzyska¢ dodatkowo 5 pkt

3) Mozliwo$¢ dokonywania pomiarow mikroskopii rozptywu rezystancji przez przynajmniej
jeden mikroskop AFM. — za zaoferowanie takiego pomiaru oferta moze uzyskaé
dodatkowo 5 pkt.

B. Doposazenie mikroskopu STM — o glowice mikroskopu do pomiaru matych pradow
tunelowych o zakresie pomiarowym minimum od 0,03 nA do 15nA- za zaoferowanie
takiego rozwigzania oferta moze uzyska¢ dodatkowo 10 pkt.

VIl. Zalacznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiajacy zamieszcza obowigzujacy zatacznik nr 8 do SIWZ.

KANCLERZ
mgr inz. Marek Ttok

(Kierownik Zamawiajacego
lub osoba upowazniona)
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